Introducao

O Sputtering eletrbnico acontece quando nhano
particulas de um material sdo ejetadas ap6s esse
material ser bombardeado com um feixe de

electrons

atomos pesados e de altas energias. Esse i g e
fenbmeno tem dificil descri¢ao fisica. Para estuda- A o o>
lo, é fundamental conhecer as propriedades SN specimen
dessas particulas ejetadas. P
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AFM tlp p Figura 1: Dispositivo utilizado para a captura das nano Figura 2: TEM (Microscopia Eletrénica
particulas ejetadas. de Transmiss&o).
Método

A partir de uma técnica de captura das particulas
ejetadas [1] utilizamos métodos como TEM e AFM
na tentativa de caracteriza-las. Esses métodos nos
informam a distribuicdo bimodal e a topografia,
Figura 3: AFM (Microscopia de Forg¢a Atdmica). respectivamente, néo Sendo pOSSl'VGI uma
caracterizacdo tridimensional. Assim, restaram trés
provaveis caracterizagfes tridimensionais das nano
particulas. Para determinar a caracterizacao correta,
criamos uma ferramenta para o Software que simula
0 experimento de MEIS [2] que permite visualizar as
nano estruturas da amostra utilizada na simulacao.
Utilizando essa ferramenta, finalmente, foi possivel
determinar informacodes como volume,
estequiometria e estrutura tridimensional das nano

~ particulas computacionais que se ajustam aos
Conclusao e Resultados resultados experimentais.

Na simulacdo computacional do experimento de
MEIS séo utilizadas matrizes em que o0s
elementos das matrizes representam voxels das
nano estruturas do material estudado. Com a
ferramenta desenvolvida, é possivel visualizar
tais matrizes e obter informagfes fundamentais
como estequiometria, volume, densidade, entre
outros. Muito util, por exemplo, no experimento
descrito onde foi estudado o Sputtering
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Figura 4: Possiveis caracterizagbes das nano particulas.
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Figura 5: Visualizag&o dos voxels da simulagdo computacional.

eletrénico.
o mm Referéncias
2 :-r::?arz::;igodl‘:ﬁnica (". / [1] Eletronic sputtering with swift heavy ions. W.
Instituto de Fisica - UFRGS Instituto Assmann, M. Tou_Iemonde, C.
Fisi Trautmann. Toppics Appl. Phys. 110 (2007) 401-45u0.
de Fisica [2] Carachterization of nanoparticles trough medium-
6’ energy ion scattering. M. A. Sortica,
== P. L. Grande, G. Machado and L. Miotti. J. Appl. Phys.
UFRGS 4&! CNP q 106 (2009) 114320.
UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO GRANDE DO SUL Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnoldgico



	Slide 1

